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ATP Swab Karsilastirma Raporu
1. Test Onlemleri
(1) Swab Dengeleme

Siriint cubugunu buzdolabindan gikarin ve oda sicakliginda (21-25°C ) yaklasik

20 dakika. Swab tipinin i¢ duvarlarinda yogunlasma gérilebilir, bu normal bir durumdur.
(2) Ornekleme

ATP numunesi alinacak ylzey kuru olmalidir. Test slirecinin anahtari, swabin numuneyi esit sekilde
toplayabilmesini ve numuneyi test icin dogru sekilde tutabilmesini saglamaktir. Dogru sonuglar elde etmek icin
uygun numune alma ve test prosedirleri cok dnemlidir.

ATP swabi goriinmez veya eser miktarda kalintiyl tespit etmek icin tasarlanmistir. Gézle gorilir sekilde
kirli bir yizeye uygulanirsa, swab biyoliiminesan reaksiyonu engelleyecek ve yanlis test sonuglarina yol agacak
madde ile asiri yliklenecektir.

@ Ornekleme alanini segin

ATP testinin yapilacagl ortama bagl olarak uygun bir numune alma alani segin. Bakteriyel ve viral
kontaminasyon olasiligl daha ylksek oldugundan, insanlar tarafindan sikca dokunulan alanlari segin.

Ornekleme alanini temizleyin

Numune alinacak alandaki nesnelerin yiizeyindeki toz ve lekeleri temizleyin ve her numune alma alanini
temizlemek icin ayni yontemi ve standardi kullanin.

@ Nesne yiizeyinde ATP 6rneklemesi

Swab tlpilnin Gst tutun, alt reaksiyon tlpini sokin ve pamuklu gubugu test edilecek ylzeyle 15-30
derecelik aglyla tutarak numune almak i¢in bir pamuklu ¢ubuk kullanin. Numuneyi dikey, yatay ve iki capraz
yonde "Z" seklinde uygulayin (uygulama alani yaklagik 10 cm X 10 cm'dir). Numune alma islemi sirasinda, daha
dogru test sonuglari elde etmek icin pamuklu cubugu dondiirerek pamuk basinin test numunesiyle tam temas
halinde olmasini saglayin.

@ Ornekleme ybntemi
Ekivyonun numune ile daha genis bir temas alanina sahip olmasini saglamak ve boylece testin

dogrulugunu artirmak icin numune alma sirasinda hafif bir basing uygulayin.
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Pamuklu cubuga veya ¢ubugun pamuklu cubuguna ellerinizle dokunmayin, aksi takdirde numune toplama islemini

kontamine edecektir.
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Numune alma sirasinda, numune yiizeyiyle esit temasi saglamak icin swabi stirekli olarak dondurin.
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Tek tip 6rneklemeli bir sirtinti 6rnegi (solda).

(® Tutarh numune alma igin, test edilecek her alandan numune almak igin ayni yéntem ve standartlarin
kullanildigindan emin olun.

Duzenli nesne ylzeyi

10*%10cm




Kapi kollar gibi diizensiz nesne yiizeyleri, standart érnekleme alanina ulasmak ve tam 6&rnekleme
saglamak icin daha kapsamli bir sekilde stirtilmelidir.

Irregular Surfaces
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(® Test tek seferlik bir 6lgiimdiir ve tekrarlanamaz.
2. Test verileri

Birden fazla markaya ait trinlerin karsilastirmali degerlendirmelerini yaparken, test icin kirleticilerin esit
olarak dagildig piriizsiiz, sert yizeyler segmeye calsin. Ornekleme alaninda ve siiriintii alma yénteminde
tutarhhgr koruyun. Deneysel sonuglarin dogrulugunu saglamak icin numune alindiktan sonra 15 saniye icinde
Olcimler yapilmaldir.

Bu testte Veritech ATP swablari ve Hygiena swab-UltraSnap (Kat No.: US2020) ile birlikte Hygiena®
SystemSURE PLUS Liiminometre. Test alanlari arasinda paslanmaz celik plakalar, buzdolabi kapilari, duvarlar, gardiroplar
ve karsilastirma icin cam pencereler yer aldi.

Test sonuglarina gore, ayni 6rnekleme alani ve yontemi kullanildiginda, Veritech ATP swablari sunlari saglamistir
Hygiena swablari ile tutarli sonuglar), ayni aralikta (RLU< 10, 10< RLU< 30, RLU> 30). Swablarimiz Hygiena
swablarinin yerine kullanilabilir.

(1) standart 6rnekleme

Ornekleme alani 10*10 cm'dir drnekler hem dikey hem de yatay yénde "Z" seklinde toplanir ve veriler Tablo 1'de

gosterilir.

Tablo 1 Hygiena Swablar ve Veritech ATP Swablar Arasindaki Test Sonuglarinin Karsilastiriimasi.

. Hygiena Swab Veritech ATP Swab
Isim
RLU RLU
3 - 1 -
Temiz Yuzey (paslanmaz gelik levha)
0 - 1 0
Dikkat Alani Laboratuvar Masa Ustii 23 12 30 22
Kirlenmis Laboratuvar Masa Ustii 148 - 137 -
139 117 120 214
Bakteriyel Strtinmeli Yizey (paslanmaz gelik plaka)
715 501 764 783




Ayni 6rnekleme alanini ve yontemini kullanarak, iki paralel partinin karsilastirmasini yaptik

Veritech ATP ve Hygiena swablari. Test numuneleri temiz ve kirlenmis nesne ylzeylerini icermektedir. Elde edilen veriler

Tablo 2 ve 3'te gosterilmistir.

Tablo 2: iki Marka i¢in Kirlenmis Nesne Yiizeylerinde Test Sonuglarinin Karsilastiriimasi

Yiizeyde Veritech ATP Swab Hygiena Swab
E. coli
bulagmasi 2020325 20240403 20240410 20240416@ 200823 120023
nesnelerin
3128 4993 3735 4158 4541 2462
3159 4407 4017 3801 3963 4398
Swabbing 1
4420 4035 4030 4340 3805 4594
4658 4958 4447 3837 4692 3800
409 385 328 506 411 328
451 427 376 464 388 310
Swabbing 2
426 493 438 412 490 425
506 464 377 410 461 360
83 45 45 39 55 49
52 45 53 41 34 80
Swabbing 3
60 52 49 48 65 50
55 60 64 57 41 45
11 13 14 15 14 13
14 15 12 16 11 16
Swabbing 4
16 17 13 15 17 11
16 16 14 18 13 15
Tablo 3 iki Marka i¢in Temiz Yiizeyde Test Sonuglarinin Karsilastiriimasi
Veritech ATP Swab Hygiena Swab
Yiizey
20240325 20240403 20240416@ 200823
11 6 1 5
7 3 1 10
Buzdolabi Kapisi 8 1 4 3
4 0 7 4
4 2 3 2
2 2 1 0
Duvar
1 2 1 1




0 0 0 2

1 2 0 1

2 1 0 0

0 2 2 5

0 1 1 3

Deneysel Kabin 0 2 2 2
1 1 1 1

0 2 1

2 6 1 7

0 0 1 2

Gardirop 0 1 1 4

1 1 1 5

4 0 1

0 0 2 0

0 0 0 1

Cam Pencereler 0 0 0 0
0 1 0 0

2 0 0 1

(2) Standart disi 6rnekleme

Farkh ornekleme yontemleri secin ve islem gosterimleri icin Hygiena swablarini kullanin. Veriler Tablo
4'te gosterilmektedir. Sonuglar 6rnekleme alaninin, sdrintileme yonteminin, kirleticilerin  homojen
dagihminin ve pamuk basinin nem seviyesinin tespit Uzerinde farkh derecelerde etkisi oldugunu
gostermektedir. Bazi farkliliklar neredeyse %50'dir ve bu da sonuglarin yanlis degerlendirilmesine neden

olabilir.

Tablo 4 Farkli Ornekleme Yontemleri igin Test Sonuglarinin Karsilastiriimasi

Ornekleme Yontemleri RLU Acgiklama
) 10cm*10cm 33
Farkli Ornekleme Alanlari
15cm*10cm 53
Ayni Ornekleme Alani, Farkli Daha az suruintileme 191
Swabbing Sikhgi darbesi
Daha fazla temizleme 394
darbesi
; ) ilk 6rnekleme 50 _ )
Ayni Bolgeden Iki Kez Ornekleme - Ayni Alan, Iki Kez Ornekleme
Yapilmasi Ikinci 6rnekleme 23




Bitisik alan 1 17

Rastgele Ornekleme

Bitisik alan 2 32

Kirleticilerin esit olmayan Laboratuvar masa Gstu 1 55 - o

o s e Bitisik masa Ustu
dagiimina sahip Yiizey 1 Laboratuvar masa Uistii 2 27

Kirleticilerin esit olmayan Laboratuvar masa Gstu 3 158 o o

o - Bitisik masa Usti
dagiimina sahip Yiizey 2 Laboratuvar masa Ustii 4 69

Nispeten kuru pamuk
2462 Raf Omri icinde pamuk

SRS Bl it e Kafa kafanin farkli nem seviyeleri
Seviyeleri Nispeten nemli pamuk
4398
Kafa
3. Sonug

Temiz alanlarda, dikkatli alanlarda ve kontamine alanlarda yapilan karsilastirmali testler sayesinde Veritech ATP
swablari

Hygiena swablari ile tutarl sonuglar vermistir, bu da test sonuglarinin ayni aralikta oldugunu géstermektedir
(RLU<10, 10<RLU<30, RLU>30).

Yiizey kontaminasyonu icin hizli bir tarama yontemi olan ATP ylizey swablarinin test sonuglari pamuk
basliginin nem seviyesi, 6rnekleme yontemi, 6rnekleme alani, swablama teknigi, ylzeydeki kontaminant
dagiliminin homojenligi, ylzey sekli ve ylzey puriizsuzIUigu gibi gesitli faktorlerden etkilenir. Farkh partilerin
veya markalarin degerlendirmeleri yapilirken, paralel testler yapilmasi ve dizenli sekillere ve pirizsiz sert

ylzeylere sahip numunelerin secilmesi 6nerilir





